f 



FIG. 1 



MEMORY DEVICE 





/N 
xN 


DATA 




xN CLkC^ 




TEST 
EQUIPMENT | 


(xN CLKB) 


CLK(CLKB) 




I 

100 






I 

110 



FIG. 2 



200 



220 



CLK 
CLKB 



210 




_2_2_1 222 223 224 
_•_ ^230 



225 



236 



231 232 233 234 



B 



9- 



240 



PCLK 



FIG. 5 



VREF 
CLK 

VREF 
CLK 



PCLK 

(DUAL EDGE MODE) 



PCLK 
(QUADRATURE 
EDGE MODE) 




DATA 



601 



FF 



CLK1 



FIG. 6 



r-> 



602 



FF 



603 



FF 



r-> 



604 



FF 



J" 



600 



605 




r- > 



606 



OUTPUT 
CIRCUIT 



CLK2 



FIG. 7 



CLK1 
CLK2 




T-l M L-l M" 



I 

I 



I 



o 
o 
oo 



oo 
O 

i—i 




m 
oo 



\ 









1 — 


MPARI 


IRCUl 


o 




o 






